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NITEL KABUL ORNEKLEMESi YONTEMLERI
UZERINE BiR UYGULAMA

Senem SAHAN" Siileyman ALPAYKUT"

OZET

Istatistiksel kalite kontrol yontemleri, siire¢ kontrolii ve iiriin
kontrolii olmak iizere iki kisumdan olusmaktadir. Siireg¢ kontrolii,
bir iiriiniin iiretim siirecini kontrol etmek igin kullamalirken, iiriin
kontrolii de bir iiretim siirecinde kullamlan veya iiretilen
hammaddeleri, yari mamulleri ve son iiriinleri kontrol etmek icin
kullambir. Uriin kontroliiniin amacy; partinin icerdigi iiriinleri
muayene ederek hatali partileri ayiklamaktir. Bu amag igin
kullamlan yontemlere kabul orneklemesi yontemleri ismi
verilmektedir.

Bu ¢aliymada, nitel kabul drneklemesi yontemlerinden, tek
katl, ¢ift kath, ve ardisik 6rnekleme planlan incelenmigstir. Kalite
kontroliinde tek katl: nitel ornekleme plani kullanan bir isletme
icin bu planlar tasarlanmig ve degisik agilardan birbirleri ile
karsilagtinlnugtir. Sonug olarak, tasarlanan ardisik érnekleme
plamimin bu isletme igin en uygun plan olabilecegine karar
verilmigtir.

Anahtar Kelimeler : 4rdl§'lk Ornekleme, Cift Katl, Kabul
Orneklemesi, Kalite Kontrol, Tek Katl.

1. GiRis

Uriin kontrolii i¢in kullanilan y&ntemlere kabul drneklemesi yontemleri ismi
verilmektedir. Bu yontemler, nitel kabul &rneklemesi yontemleri ve nicel kabul
ormeklemesi yontemleri olmak iizere iki bdliimde incelenmektedir. Bu g¢aligmanin
amaci, nitel kabul 6meklemesi yontemlerinden bazilarim incelemek, bu yontemleri bir
isletmede uygulamak, ve o isgletme i¢in en uygun kabul Omeklemesi planim
arastirmaktir,

2. NITEL KABUL ORNEKLEMESI YONTEMLERI

Bir kabul 6rmeklemesi planinm temel amaci; %100 muayene uygulamadan parti
hakkinda kabul veya red seklinde bir karar vermektir. Bu karar, partiden rasgele segilen
bir 6rnegin kontrol edilmesi sonucu verilmektedir. (Ruiz, 1996)

* Dokuz Eyliil Universitesi, Fen-Edebiyat Fakiiltesi, Istatistik B6liimii, Buca/Izmir, Tiirkiye
e.mail : senem.sahan@deu.edu.tr
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Tek kath, cift kath, ¢cok kath ve ardigik olmak iizere dort cesit nitel kabul
orneklemesi yontemi bulunmaktadir. Bu ¢aligmada, tek katli, ¢ift kath ve ardigik kabul
omeklemesi planlan incelenmektedir.

2.1 Tek Kath Nitel Kabul Orneklemesi Planlar

Eger parti hakkinda verilen karar, sadece bir 6rnegin se¢ilmesi ve incelenmesi
sonucu veriliyorsa, kullanilan prosediir tek katli 6rneklemedir. (Grant and Leavenworth,
1988) Dolayisiyla, bu prosediir i¢in kullanilan plan tek kathi 6rnekleme planidir.

Tek katl bir nitel 6rnekleme plani i¢in, N birim igeren bir partiden n birimlik bir
ornek secilir ve kontrol edilir. Kontrol iglemi sonucunda d kusurlu iiriin saptanmasi
durumunda , d kabul sayisina (c) esit veya kiiciikse parti kabul edilir, aksi halde
reddedilir.

2.2 Cift Kath Nitel Kabul Orneklemesi Planlar

Isminden de. anlagilaca@i gibi, bir ¢ift kath &rnekleme planinda, tek kath
omekleme planlarindan farkh olarak, eger ilk cekilen 6rnek, partiyi kabul etmek igin
yeterli derecede iyi degilse, ikinci bir 6rnek secilir. Bu nedenle ¢ift kathi 6rnekleme
planlan, partilere ikinci bir sans vermesi agisindan daha iyi bir psikolojik etkiye
sahiptir. (Bowker and Lieberman, 1972)

Cift kath ornekleme planlannin isleyisi, partiden n; birimlik ilk Gmegin
secilmesi ile baslar. Eger gozlenen kusurlu parga sayisi, d;, birinci kabul sayisi olan c;’e
esit veya daha kiiciik ise, parti kabul edilir. Eger d, ikinci kabul sayis1 olan ¢;’den biiyiik
ise parti reddedilir. Ancak c,<d,<c, ise, n; birimlik ikinci 6rnek segilir ve incelenir. Bu
noktadan itibaren analiz iki 6rnegin birlesimi iizerinden devam eder. Ikinci érnekte d,
kusurlu parga saptandig dilsiiniiliicse, (d, +d,)<c, ise parti kabul edilir, aksi halde
reddedilir.

2.3 Ardisik Nitel Kabul Orneklemesi Planlar

Ardigik 6mekleme, c¢ift katlh ve ¢ok kathh dmekleme kavramimin genigletilmis
halidir. (Montgomery, 1997) Bir ardisik 6rnekleme plani ile ¢ift kath érekleme plam
arasindaki fark; ardigik 6mekleme planlannin teorik olarak sonsuza kadar devam
edebilir olmasidir (Besterfield, 2001). Bu planda karar verme olasilig: 1’dir.

Ardisik 6rmekleme planlar, maliyetin yiiksek oldugu veya tahribat gerektiren
durumlarda, muayene edilen birim sayisimi azaltmak ig¢in kullanilmaktadir. Ayrica bu
planlarda, kontrol edilen ortalama birim sayis: tek katli, ¢ift kath ve ¢ok kath planlara
kiyasla daha az oldugu i¢in her durumda tercih edilmektedir. (Besterfield, 2001)

Ardisgtk ornekleme planlannin isleyisi grafiksel olarak Sekil 1'deki gibi
gosterilebilmektedir. Sekilde de goriildiigii gibi, kabul ve red dogrulart sekli, kabul
bolgesi, red bolgesi ve orneklemeye devam etme bolgesi olmak iizere ii¢ bolgeye
ayirmaktadir. n, noktasi, bir partiyi kabul edebilmek i¢in incelenmesi gereken minimum
birim sayisini ifade etmektedir.
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Bu noktada, ardigik ornekleme planlarinda kullanilan bazi temel kavramlar
tanitrlabilir. Uretici riski olarak da isimlendirilen a, istenilen ozelliklere uyan bir
partinin reddedilmesi olasihgidir. Tiiketici riski olarak isimlendirilen P ise, istenilen
ozelliklere uymayan bir partinin kabul edilmesi olasihigidir. p; ya da diger bir deyisle
kabul edilebilir kalite diizeyi (KKD), iyi olarak kabul edilen ve c¢ogunlukla kabul
edilmesi istenen kalite seviyesidir. (Gozlii, 1990). ps, ya da diger bir deyisle tolere
edilebilir kusurlu yiizdesi (TEKY) ise, kotli olarak kabul edilen ve c¢ogunlukla
reddedilmesi istenen kalite seviyesidir. (Montgomery, 1997). Ayrica, ardigik rnekleme
planlarinda test edilen hipotez asagida verildigi gibidir.

Ho : p=p1
H :p=p
d

4 Red Dogrusu

RED
BOLGEST

ORNEKLEMEYE
: DEVAM ETME Rabul Dogruse
L BOLGESI
KABUL
d — BOLGEST ,
==~ Da

-
-
-
-

Sekil 1. Ardisik 6rnekleme planinin isleyisi

Red ve kabul dogrularmin denklemleri sirasiyla (1) ve (2) numarall
denklemlerde gosterildigi gibidir.

xg =h, +s.n (1)
Xxa=h; +s.n 2)
1-p,

log
1-p,

” 3
; ) )

log
Pl(l"Pz)

h m——t= @)

99



Senem SAHAN - Siileyman ALPAYKUT

By =y 5)
1 P2 lnpl

2.4 Karakteristik Islem (OC) Egrisi

OC egrisi, bir 6rnekleme planinin performansim 6lgmek igin kullanilan 6nemli
bir aragtir. x-ekseninde partinin igerdigi kusurlu iiriin orami (p), y-ekseninde kabul
olasihigr (P,) yer alan OC egrileri, belli bir kusurlu iiriin oranina sahip partilerin kabul
veya red olasiliklarini gostermektedir. (Montgomery, 1997)

Iyi ve kotii partileri kusursuz bigimde birbirinden ayiran OC egrileri, ideal OC
egrileridir. Boyle bir plamin kullamlmas: ile, kotii kaliteye sahip biitiin partiler
reddedilirken, iyi kaliteye sahip biitiin partiler de kabul edilir. Sekil 2’de bir ideal OC
egrisi goriilmektedir.

1.0
w50
F
< 051
£
[
Y
0.0 1 ] |
001 002 003 004
Partinin kusurlu orani
Sekil 2. Bir ideal OC egrisi

Bir OC egrisi iizerinde, a, Kabul Edilebilir Kalite Diizeyi (KKD) ve Tolare
Edilebilir Kusurlu Yiizdesi (TEKY) olmak iizere ii¢ 6zel nokta vardir. Bu noktalann OC
egrisi iizerindeki yerlesimi Sekil 3’te gosterilmektedir.

KKD, siire¢ ortalamas: olarak yeterli sayilabilecek maksimum kusurlu
yiizdesidir. (Hutchins, 1991) Diger bir deyisle, iyi olarak kabul edilen ve ¢ogunlukla
kabul edilmesi istenen kalite seviyesidir. (Gozlii, 1990)

TEKY ise, kotii olarak kabul edilen ve ¢ogunlukla reddedilmesi istenen kalite
seviyesidir. (Montgomery, 1997)
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Sekil 3. OC egrisi iizerindeki 6zel noktalar
2.5 Ortalama Ornek Sayis1 (O0S)

00S, kabul éreklemesi planlarini degerlendirmede kullanilan kriterlerden biri
olup, farkli ornekleme planlarn igin parti bagina muayene edilen ortalama birim
sayisidir. (Gozlii, 1990)

Tek kath 8rnekleme planlarinda sadece bir 8rnek alindig igin OOS degeri ek
biiyiikliigiine esittir, dolayisiyla OOS egrisi diiz ¢izgi seklindedir. Cift kath drekleme
planlan icin OOS degeri, ikinci 6megin alinip alinmamasina bagl olarak degisebilir.
Ikinci 6megin alinmas: olasilif ise, partinin icerdigi kusurlu iiriin yiizdesine baglhdir.
Ardigik 6rnekleme planlarinda ise ASN degeri, asagidaki formiil ile hesaplanabilir.

B 1-

log— log—
ASN =P, 1-a +(1-P, o 1
p.iog[&]ﬂl— p)log(1— sz p.lo E3-)-1—(]!—;7)14:;@[ _Pz]
P 1-p, P, 1-p,
2.6 Ortalama Cikt: Kalitesi (OCK)

Bilindigi gibi bir parti reddedildigi zaman, bir iyilestirme siirecinden gegirilir.
Bu siire¢ sirasinda, partideki biitiin birimler tek tek kontrol edilir ve kusurlu olanlar
ayiklanarak yerlerine kusursuz iiriinler konulur. Dolayisiyla, reddedilen bir partinin
kusurlu orani sifirdir. Diger yandan, bir parti kabul edildigi zaman kusurlu oram p’dir.
Direkt kabul edilen ve iyilestirilen partiler kanstinldig zaman, tiim partilerin kusurlu
orani p’ olur. p” degerinin p’den kiigiik bir deger oldugu agiktir. Montgomery (1997)
bunu grafiksel olarak, Sekil 4’te gosterildigi gibi agiklamusgtir.
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Reddedilen

Partiler
Gelen puti.'lcr Kontrol
Kusuwluoram,p isleraleri
Kebul Edilen

Partiler
Sekil 4. Iyilestirme siireci

Besterfield (2001) OCK’ni, muayene islemleri sonundaki kalite seviyesi olarak
tammmlamaktadir. Bir OCK egrisinin ulagabilecegi maksimum nokta, bir iyilestirme
siirecinin meydana getirebilecegi olas1 en kotii kalitedir. Bu noktaya, Ortalama Cikti
Kalitesi Stmin (OCKS) ismi verilmektedir. (Montgomery, 1997) AOQL, belli bir plan
kullanildifn zaman alicimin katlanabilecegi en koétii ortalama kusurlu orami olarak
agiklanmaktadir. (John, 1990) OCK’nin tek kath, ¢ift kath, ve ardigik ornekleme
planlan i¢in hesaplanma formiilleri agagida sirastyla verilmektedir.

OCK =P, p (6)
OCK=[(P.).(N—n,)+(fl’;)n(N—nl—nz)]p -
OCK =P, p ®

2.7 Ortalama Toplam Muayene (OTM)

Ortalama toplam muayene, bir firmanin kalite kontrol departmanina yiiklenen
toplam ig yiikiinii belirler. Bu agidan, OTM &6nemli bir kriterdir. (Gozlii, 1990) OTM,
hem iiretici hem de tiiketici tarafindan muayene edilen toplam birim sayisidir. OTM
farklh p degerleri igin degisir ve bu degisimi yansitan egri OTM egrisi olarak
isimlendirilmektedir. Tek katl, ¢ift kath, ve ardigtk 6rnekleme planlan i¢in ortalama
toplam muayene sayilan sirasiyla asagidaki formiiller yardimiyla hesaplanabilir.

OTM =n+(1-P,N-n) )

OTM =n,(P,), +(n, +n,)P,), + N(1-P,) (10)
Iog__ﬂ__.

OTM =P, l-a +(1-P,)N (11)
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3. UYGULAMA

Bu c¢alismamin uygulama kismi, Isitma Sogutma Klima Havalandirma
sektoriinde caligan bir firmada gerceklestirilmigtir. Ornekleme planlari, firmaya 5000
adetlik partiler halinde gelen conta iiriinii i¢in hazirlanmistir. Firmanin Kalite Giivence
Departmanindan 2002 yih ile ilgili alinan bilgilere gore, %0.1 kusurlu oranina sahip
partinin kabul olasihifn %95, %0.9 kusurlu oramna sahip partinin kabul olasilig
%10’ dur.

3.1 Tek Kath Ornekleme Planinin Hazirlanmasi

Firmadan elde edilen verilere gore KKD=p;=0.001, TEKY=p,=0.009, 1-0=0.95
ve f=0.10"dur.

c fn\ g 5
Plp,)=2 | P -(=P)° (12)
d=0\ "/
< (n\ I d n-d
P(p,)=>" 42 (1=p2) (13)
d=0\ ¢/
P(p,)21-0. (14)
P(p,)<B (15)
P(p,)=0.95 (16)
P(p,)<0.10 (17)

(14) numarali denklem iireticinin istegini, (15) numarali denklem ise tiiketicinin
istegini ifade etmektedir. Onemli olan, hem iireticinin hem de tiiketicinin istegini
gerceklestirecek bir plan tasarlamaktir.

n ve c¢ degerlerini bulabilmek i¢in (16) ve (17) numarali denklemler birlikte

¢oziilmelidir. Hesaplamada kolaylik saglamak agisindan Binom’un Poisson’a yaklagimu
kullamlabilir.

P(p,)= iw (18)

g
[ d
Pp,)= Y —— P2 g’,“”) (19)
d=0 Y

Birikimli Poisson dagilimi kullanilarak n ve c¢ degerleri i¢in yaklagik ¢oziimler
elde edilebilir. Firma igin pa/p; degeri 0.009/0.001=9’dur. Birikimli Poisson dagilimm
tablosundan, c¢’nin 1 veya 2 degerini alabilecegi goriilmektedir. a ve 3, her ¢ degeri icin
farkli degerler alacaktir. Dolayisiyla, her seferinde o ya da f’dan birini sabit tutarak,
dort farkli drekleme plam olusturulabilir.
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a sabit tutuldugu zaman, c=1 ve c¢=2 i¢in n degeri §6yle hesaplanabilir.

np, _ 0.355

c=ligin; n = =355
p, 0.001
T T L U
p, 0.001
B sabit tutuldugu zaman, c=1 ve c=2 i¢in n degeri soyle hesaplanabilir.
ool otingen R e S0 o A A4
p, 0.009
cHigingn =02=.532 _ 50171 = 507
p, 0.009

Olusturulan dort alternatif tek kath 6rnekleme plani ve iiretici riski ile tiiketici
riski degerleri Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Firma igin tasarlanan alternatif 6rnekleme planlan

Ornek o
43 idiy Al Kabul sayisi Uretici riski Tiiketici riski
i T () () (B)
1 355 1 0.050 0.172
2 433 1 0.071 0.100
3 592 2 0.023 0.100
4 818 2 0.050 0.023

Tablo 1’de goriildiigii gibi, Plan 1 ve Plan 4 istenen iiretici riskini, Plan 2 ve
Plan 3 ise istenen tiiketici riskini vermektedir. Onemli olan, hem iireticinin, hem de
titketicinin istegini gerceklestirecek olan plami se¢mektir. Dolayisiyla, Plan 4 en uygun
plandir. Bu plana ait OC, OCK, OTM ve OOS egrileri sirasiyla Sekil 5, Sekil 6, Sekil 7
ve Sekil 8’de verilmektedir.

Pali] Kabul Olasilifn Patt)
12000 1200
g
1080 - 1oa0
400 " L ou
nm L r2m
8000+ s
100 - 8
35001 - 300
1244 L 20
1400 - 1200
i 1 i 1 L i 2 n
02 [ V] o6 og - 12 14 I5 12 T

Partinin l.(usurln Yiizdesi (%)
Sekil 5. Firma i¢in tasarlanan tek katli ornekleme planinin OC egrisi
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uoq (x| P ge Outgaing Quality ADQ %)
o 021
— (BRI AGOLAOAN wpeD2O%
Q.19+ - 09
LRES - oy
[RE& - 0s
0.3 - 013
a1 - o
are- - 009
006 - 006
LIS - ons
e - 003
0 " 3 " i n
02 a4 ue o 1 12 1A 15 148 2

Lot Fysction Defective {p in %}

Sekil 6. Firma i¢in tasarlanan tek kath 6rnekleme planinin OCK egrisi

AT Avarag e Tolal Ingpaction ATI
o S0
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3500 -4 L 3500
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Sekil 7. Firma i¢in tasarlanan tek kgh ornekleme planmin OTM egrisi
00S

AsM 9 b ASM
1656 1638
ey

14724 1472

1308 - 1900

I'MSJ - 1145
e - o
EiE ne
£5¢ ] - 65¢
45 - 2
=7 ] L wor
164 - 184

o s s " . > . z . o
a o2 04 ae as 1 2 14 15 15 2
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Sekil 8. Firma igin tasarlanan tek kath 6rnekleme planimin OOS egrisi
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3.2 Cift Kath Ornekleme Plamnin Hazirlanmasi

Firma i¢in uygun tek kathh Ornekleme plani tasarlandiktan sonra, ¢ift katl
ornekleme planini hazirlamak igin dort adim vardir. Ik adim, c,>c olacak sekilde c,
degerini segmektir. Ikinci adim, 0<c,<c olacak sekilde bir ¢, degeri segmektir. Ugiincii
adim, n; ile KKD’nin carpimu 1-o’dan kiiciik fakat yakin bir olasilik degeri verecek
sekilde, ve n; ile TEKY c¢arpimu B’dan kiiciik fakat yakin bir olasilik degeri verecek
sekilde n; degerini bulmaktir. Son olarak dordiincii adimda &yle bir n, degeri
secilmelidir ki; n; ¢arpt KKD’nin olasilik degeri ile 1-a arasindaki fark ve n; carpi
TEKY nin olasilik degeri ile B arasindaki fark saglanmalidir. (Vaughn, 1974)

Adim 1. c; degeri 2 olarak secilmisgtir.
Adim 2. c; degeri 0 olarak se¢ilmigtir.

Adim 3. c¢;=0 ve 1-0=0.95 i¢in, birikimli Poisson tablosundan 0.95’ten kiigiik
bir deger bulunmalidir. Bu deger, np=0.06"ya kargilik gelen 0.942 degeri olabilir. Bu
durumda, n; degeri asagidaki sekilde hesaplanmaktadir.

n;=60, ¢;=0 ve p=0.009 i¢in kabul olasil1gi;

po¥ & ~(60X0.009) (60)(0.009)]¢

d=0 d!

=0.583

Bulunan 0.583 degeri, =0.10 degerinden biiyiik oldugu i¢in, n;=60 ve ¢;=0
degerlerinin uygun olmadigina karar verilmistir. Bu durumda, bagka bir c¢; degeri
belirlemek tizere Adim 2’ye geri doniilmesi gerekmektedir. -

Adim 2. c; degeri 1 olarak segilmistir.

Adim 3. c;=1 ve 1-0=0.95 i¢in, birikimli Poisson tablosundan 0.95’ten kiigiik
bir deger bulunmalidir. Bu deger, np=0.45’e karsilik gelen 0.925 degeri olabilir. Bu
durumda, n; degeri agagidaki sekilde hesaplanmaktadir.

LY S
0.001

n;=450, ¢,=1 ve p=0.009 i¢in kabul olasilig1;

B = f‘, e—(450)(0.001)[(450)(0'001)]d

d=0 d!

=0.088

0.088 degeri B=0.10"a yakin bir deger oldugu i¢in, n;=450 ve ¢;=1"in ¢ift katl
ornekleme plani i¢in uygun degerler olabilecegine karar verilmigtir.

Bu nedenle, ¢;=1, n1=450 ve c,=2 uygun degerlerdir.
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Adim4. A= (n;+n;).KKD = (n;+n,).0.001

0.95-P()=0.05 , P(A) =0.90

c2=2 i¢in, A=1.1

(ny+n7) . 0.001 = 1.1 , ny+np; = 1100

ny = 1100 — 450 = 650

A" =(m+np) . TEKY = 1100 (0.009) =9.9= 10 , P(1") =0.003
0.10-0.003 =0.097 =B

Firma i¢in tasarlanan ¢ift katli 6rnekleme planimin parametreleri, n;=450, ¢;=1,
n,=650 ve c;=2 olarak belirlenmistir. Bu plamn OC, OCK, OTM ve OOS egrileri
sirastyla Sekil 9, Sekil 10, Sekil 11 ve $ekil 12’de goriilmektedir.

: OoC

Pax] Accepiance Probabiliry
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 Sekil 9. Firma iin tasarlanan gift katli Srnekleme planinmn OC egrisi
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Sekil 10. Firma igin tasarlanan ¢ift kath 6mekleme planinin OCK egrisi
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Sekil 11. Firma i¢in tasarlanan ¢ift kath 6rnekleme planinin OTM egrisi

00s
ASH Averoge Sampling Number ASH
nm T
— HE,1.5:80.9)
%0 - %0
LR L 660
™ L770
G- il
20- =
- - 40
0 - 560
20 @
110+ 110
a ] (] 1 L # » 3 L [} D
o nz 04 08 a8 L] 12 14 15 14 2
Lot Fracteon Delectve o in £1
Partinin Kusurlu Yiizdesi (%)

Sekil 12. Firma i¢in tasarlanan c¢ift kath drnekleme planinin OOS egrisi
3.1. Ardisik Ornekleme Planimin Hazirlanmasi
Bir ardisitk Ornekleme plami tasarlamak icin, kabul ve red dogrularinin

belirlenmesi gerekir. s, h; ve h, degerleri asagidaki sekilde hesaplanmig, kabul ve red
dogrulariin denklemleri belirlenmistir.
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logl_P’ 1081—-0.001
s = "pz = 1—0.009 - 0.004
log p,(1-p,) 0.009(1-0.001)
p,(1-p,) 0.001(1-0.009)
‘°g‘1% ‘°g"1ig
h, = - ==1021 , h.= =1.311
. logpza_pl) * logpztl_Plj
Pl(l_Pz) Pl(l'_pz)
Xxa =-1.021 + (0.004) . n (20)
xg= 1.311 +(0.004).n (21)

Hazirlanan ardigik 6rmekleme planinin grafiksel ifadesi Sekil 13’de goriildiigi
gibidir. Ayrica, planin tablosal ifadesi de Tablo 2’de verilmektedir.
d .

A Xg= 1311 +(0004).0

1.311

-1.021

Sekil 13. Firma i¢in tasarlanan ardigik 6rnekleme planinin igleyigi

Tablo 2. Firma i¢in tasarlanan ardigik 6rnekleme plani

Ornek biiyiikliigii (n ) Kabul sayis1 (c) Red sayis1 (1)
1-189 Miimkiin degil
190 — 280 Miimkiin degil
281 —-463
464 — 554
555-1737
738 — 828
829 -1011
1012 -1102
1103 - 1286
1287 - 1377
1378 — 1560
1561 - 1651

VDB RWIWIN

PP VIV —--=O|O

Sekil 13 ve Tablo 2’de de goriildiigii gibi, en az 281 birim incelenmeden partiyi
kabul etmek miimkiin degildir.
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Firma icin tasarlanan ardigik &rnekleme planimin OC, OCK ve OOS egrileri
sirasiyla Sekil 14, Sekil 15 ve Sekil 16’da goriilmektedir.

Pa (%) Kabul Olasihig Pa %)

120,00 120,00

—— [AOL=10000.00% ROL=S000000% Alpha=S0000.00% Betas00000,00%)

108,00 - 108,00
56.00 4 - 96.00
84,00 - 84,00
T2.00 - T2.00
£0.00 4 - 60.00
8,004 - 4300
36,00 =00
24,00 - 24,00
12.00 4 1200

T us oxe  odm  aow  ogn oo am oi oo o

Partinin Kusurlu Yiizdesi (%)
Sekil 14. Firma icin tasarlanan ardisik drnekleme plamnin OC egrisi

el St (rphig Gentiy Mam
am Ei]
— A EEOA, FAE R OB eSO 0 Ba! LOROOSCK T AZDLTE a8 A0
am -4 b L
T~ = 790
an 4 - LN
a2 / P&

1%~ -
- el
vkl . : + 4 e —
1] &2 e W (5] : ] 12 g e W H
ol Porcoon O sbegirr Lo 51
Partinin Kusurlu Yilzdesi

Sekil 15. Firma i¢in tasarlanan ardigik 6rnekleme planinin OCK egrisi
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Ortalama Omek Sayisi

200
180 - 184,1809557
160 A
140 -
120 A

§ 100 -
80 A 79,62653328

60 -

40 -

20 4

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12
Partinin Kusurlu Ylzdesi

Sekil 16. Firma igin tasarlanan ardisik 6rnekleme planinin OOS egrisi
3.2. Firma icin Tasarlanan Ornekleme Planlarimn Karsilastiriimas

0O0S, bir parti hakkinda karar verene kadar incelenen ortalama parga sayisidir.
Muayene edilen her parga igin bir kontrol maliyeti s6z konusudur. Incelenen parga
sayis1 arttik¢a, kontrol maliyeti de artar. Bu nedenle, OOS’ nin miimkiin oldugu kadar az
olmasi istenir. Tasarlanan tek kath ve ¢ift katlh &rnekleme planlarin OOS egrileri
incelendigi zaman, ¢ift kath omekleme planinda OOS degerinin daha kiigiik oldugu
goriilmektedir. Bunun yanminda, ardisgik 6rnekleme planlanmin muayene edilen birim
sayisim azaltmak i¢in kullamldig bilinmektedir. Ardisik 6rmekleme planlarinda kontrol
edilen parca sayis: tek kath ve cift kath planlara kiyasla daha azdir. (Besterfield, 2001)
Firma igin tasarlanan her 3 planin da OOS egrileri incelendigi zaman, ardigik 6rnekleme
planmimin, 184 birim ile en diisik ASN degerine sahip oldugu goriliir. Bu bakig
agisindan, ardigik 6rnekleme plam diger iki plana gére daha iyi bir plan olabilir.

Muayene siireci sonundaki en kotii kalite seviyesini gosterdigi i¢cin OCKS
degerinin bir ©mekleme plami igin miimkiin oldugu kadar diigiik olmasi istenir.
Tasarlanan planlann OCK egrilerine bakildigi zaman, OCKS degerinin tek kath
omekleme plam igin %0.14, ¢ift kath 6rnekleme plani i¢in %0.18 ve ardigik 6rekleme
plam i¢in %0.00 oldugu goriilmektedir. Ayrica, belli bir p degeri, 6rmegin p=0.2 i¢in
planlarin Sekil 6, 10 ve 15’de verilen OCK egrileri incelenecek olursa, tek kath
ornekleme plam i¢in OCK’nin yaklagik %0.133, ¢ift kath 6rnekleme plan i¢in yaklagik
%0.148 ve ardigitk ornekleme plam igin yaklagik %0.70 oldugu belirlenebilir. Bu
nedenle, ardisik 6rnekleme plaminin digerlerine gore daha iyi bir plan olabilecegi
sOylenebilir, :

5000 contadan olugan partinin %0.5 oraninda kusurlu iiriin igerdigi diigiiniiliirse,
boyle bir partiyi kabul etme olasilig; tek kath dmekleme planinda %22.44, cift kath
ornekleme planinda %35.20, ardisik 6rnekleme planinda ise %100’diir. Bu degerleri
sirasiyla Sekil 5, Sekil 9 ve Sekil 14 iizerinde gérmek miimkiindiir. %0.5 ¢ok diisiik bir
kusurlu oram oldugu i¢in, béyle bir partinin kabul olasiliginin yiiksek olmas: beklenir.
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Bu bakis agisindan, ardigik 6rnekleme planinin digerlerine gore daha iyi bir plan oldugu
soylenebilir. '

Planlarin psikolojik etkileri de 6nemlidir. Partiye daha fazla gans veren planlar,
daha iyi psikolojik etkiye sahiptir. Bu baki§ agisindan, diger iki plana kiyasla partiye
daha fazla sans verdigi i¢in, ardigpk Ornekleme plam1 daha iyi bir plan olarak
nitelendirilebilir.

Son olarak, ii¢ planin OC egrilerine bakildigi zaman, ardigik érnekleme planinin
OC egrisinin ideal OC egrisine ¢ok benzedigi goriilmektedir. Bu ¢ok istenen bir durum
olmasina ragmen uygulamada ulagilmas: zor bir olaydir. Bu nedenle, bu agidan ardigik
ornekleme planimin diger iki plana gore daha iyi bir plan oldugu sdylenebilir.

Tiim kiyaslamalar sonucunda, ardigtk Omekleme planimn her acidan
digerlerinden iistiin oldugu saptanmustir. Bu nedenle s6z konusu plan, firma icin en
uygun plan olarak secilmigtir.

4. SONUC

Bu c¢aligmada, kalite kontrolde tek katli nitel kabul orneklemesi kullanan bir
firma i¢in tek katl, ¢ift kath ve ardigik olmak iizere ii¢ drnekleme plam tasarlanmugtir.
Tasarlanan planlar, OOS degerleri, OCKS degerleri, psikolojik etkileri, OC egrileri gibi
farkli acilardan birbirleri ile kiyaslanmmgtir. Sonu¢ olarak, her agidan digerlerine
iistiinliik saglamasi nedeniyle ardistk 6mekleme plammn firma i¢in en uygun plan
olabilecegine karar verilmigtir. Bu kararnin en ©&nemli nedenlerinden biri; ardisik
omekleme plaminin OC egrisinin ideal OC egrisine benzemesidir. Diger 6nemli nedeni
ise, %0.5 gibi ¢ok diigiik bir kusurlu oram i¢in kabul olasiliginin, ardisik 6rnekleme
planinda en yiiksek degeri almasidir.
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AN APPLICATION ON ATTRIBUTE
ACCEPTANCE SAMPLING METHODS

ABSTRACT

Statistical quality control techniques consist of two parts;
process control and product control. Process control is used for
controlling manufacture process of a product whereas product
control is used for controlling raw materials, semi finished products
and finished products, used or produced in a production process.
The purpose of product control is sorting defective lots out, by
inspecting units in the lot. The methods used for this purpose are
called acceptance sampling methods.

In this study, single, double, and sequential attribute
acceptance sampling methods are examined. These plans are
designed for an organisation which uses single sampling plan for
attributes in its entrance quality control, and then compared to each
other in many aspects. As a result; among three plans designed, the
sequential sampling plan is decided to be the most appropriate
acceptance sampling plan for the organisation.

Key Words : Acceptance Sampling, Product Control, Quality
Control,

113





